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表面観察と分析
ダ イ ジ ェ ス ト #1
Today’s TOPICs/
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光学顕微鏡
種類 観察法と用途

実体顕微鏡 明視野，暗視野，偏光，偏斜照明法
数十倍までの倍率で資料の前処理作業や大まかな観察に利用できる。

生物顕微鏡
明視野，暗視野，位相差，微分干渉，偏光，蛍光，レリーフコントラ
スト，分散法，
透明照射で，「透明」「半透明」の試料の観察に適する。

金属顕微鏡 明視野，暗視野，微分干渉，偏光，蛍光，
落射(反射)照明で，試料の表面観察に適する。

共焦点レーザー
走査型顕微鏡

明視野，微分干渉，蛍光，
観察対象を高分解能な三次元画像で取得でき，様々なスケーリングが
可能。

Ref; Confocal microscopy images (https://paperproject.org/slcmstack.html)
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HITACHI HT7700

TEM用ホルダー
＠北野精機

Csଵ/ସ𝜆ଷ/ସ

日本電子製
プラスチック支持膜
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TEM試料作製（周辺加工，μサンプリング，特定箇所の薄膜化）
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ただし，金属コートによる導電性の確保
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※ダイナミックのノンコンタクトモードは探針ー試料のファン
デルワールス力を利用 (様々なものが開発されている)

雲母の組成式
X2Y4-6Z8O20(OH, F)4

X； K, Na, or Ca (Ba, Rb, Cs)
Y； Al, Mg, or Fe (Mn, Cr, Ti, Li etc)
Z； Si or Al, Fe3+ or Ti

Ref; https://en.wikipedia.org/wiki/Mica
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